
　化成品の老舗として知られる楠本化成。

同社の中で信頼性試験装置の開発および販

売を担当としているのがエタック事業部で

ある。同事業部は，長年にわたる材料の研

究開発と試験装置の開発を通じて培った技

術を基に，信頼性試験にかかわる作業や故

障原因の究明などを請け負う信頼性試験受

託・分析サービスを提供している。現在，

同社の草加研究所内にある「草加試験セン

ター」（埼玉県草加市）を中心に「山形試験所

（山形県東根市）」，「名古屋試験所（愛知県

名古屋市）」「みずなみ試験所（岐阜県瑞浪

市）」の合計４ヵ所に試験所を設けて同サー

ビスを展開中だ。

　「信頼性クリニック」は，信頼性受託・分

析サービス事業の一環として展開している

ものだ。信頼性にまつわる問題を抱える顧

客からの依頼を受けて，同社の経験豊富な

技術者が，原因の究明，解決策や防止策の

立案などを支援する。人間が通うクリニッ

クでは，病気の診断や治療だけでなく，

人々の日常の健康管理も手掛ける。同様の

サービスを，信頼性の分野で提供すること

を目指していることから，このサービスに

「クリニック」と名付けた。

　2005年の開設以来，着実に顧客を増やし

ており，1年間に手掛ける件数は，すでに

数百件に及んでいる。「受託した信頼性試

験の中で発生した問題の解析のほか，お客

様から持ち込まれた問題を扱っています。

持ち込まれる問題には，製品開発の段階で

発生した問題や，市場で発生してしまった

問題があります。中には緊急を要する場合

もあるので，迅速に対応できる体制を整え

ています」（同社顧問の井原惇行氏）。

最新鋭の分析機器を駆使

　同サービスの拠点となっているのが，草

加試験センターにある「信頼性クリニッ

ク・ルーム」である（図1）。信頼性クリニッ

ク・ルームには，結晶方位解析（EBSP）シ

ステム，FIB（Focused Ion Beam）装置，

X線CT装置，マイクロ

サンプリング装置，超

音波探傷装置，イオン

ミリング装置，光学顕微

鏡，TEM（Transmission

Electron Microscopy）

など最新鋭の装置を多

数揃えている。

　同ルーム内には大画

面ディスプレイを備え

た打ち合わせスペース

が設けられており，分

析装置で捉えた画像などを見ながら，コン

サルティングや顧客との打ち合わせができ

るようになっている。こうした設備を設け

ているのは作業過程を顧客に積極的に開示

する方針だからだ。「試験対象について一

番多くの情報を持っているのはお客様で

す。情報を開示したうえで，お客様と意見

を交換することによって，より早く，より

正確に原因を究明できます」（井原氏）。

未知の領域の解析に挑戦

　同クリニック・ルームにおける同社の取

り組みの中で，特筆すべきは電子機器の信

頼性を脅かす様々な現象の解析に自ら取り

組んでいることだ。「事故を招く現象の中

には，発生メカニズムが解明されていない

ものがあります。こうした現象の解析に積

極的に取り組み，発生防止につながる情報

を少しでも引き出したいと思っています」

（井原氏）。最近は特に，半導体デバイスに

関連する問題の解析に力を入れているとい

う。この背景には，LSIをはじめとする半

導体デバイスの内部が急速に複雑化してい

ることから，半導体デバイスに起因する信

頼性の問題が発生する危険性が高まってい

ることがある。

　しかも，携帯機器の普及とともに電子機

器の小型薄型化が加速しており，これに対

電子デバイスの進化とともに一段と複雑さを増す信頼性問題。こうした問題に直
面する電子機器メーカーを，原因解明から防止策の検討まで広範囲で支援するユ
ニークなサービスが，楠本化成エタック事業部の「信頼性クリニック」である。同
サービスの拠点となっている「信頼性クリニック・ルーム」では，電子機器の信頼
性を脅かす様々な現象の解析に自ら取り組んでいる。この成果を顧客にフィード
バックすることでサービス向上を図る考えだ。

図１●楠本化成エタック事業部の草加試験センター内に設けられた
「信頼性クリニック・ルーム」
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応するために高度な実装技術を取り入れ

たデバイスが増えた。このため故障個所

を観察することが難しくなっている。

　電子機器の高密度実装が進むにつれて

浮上してきた様々な問題の中で，いま特

に同クリニック・ルームが解析に力を入

れているのがウイスカだ（図2）。ウイスカ

とは，メッキ被膜表面などに発生する細

い針状の金属単結晶で，時間とともに成

長する。コネクタやフレキシブル基板の

端子でウイスカが発生すると，端子など

を短絡させて故障の原因となる。特に，

ハンダのPb（鉛）フリー化にともなってSn

ウイスカが発生しやすくなったことや，

携帯電話などに使われているコネクタの

狭ピッチ化が進んだことなどからウイス

カに起因する故障がクローズアップされ

ている。ところが，いまだに，ウイスカ

の発生メカニズムは完全に解明されてい

ない。「問題解決の糸口をみつけるため

に，発生の過程を映像として捉えようと

しているところです」（井原氏）。

可視化技術を駆使して解明

　同クリニックが，信頼性にまつわる

様々な問題の原因を解明する際に力を入

れているのが，問題となった現象や問題

が発生する過程を可視化することだ。「画

像は多くの情報をもたらしてくれます。

画像を利用することで，より短時間で原

因を究明することができるようになるで

しょう。さらに，経験が浅い技術者の方

でも，簡単に故障の原因が判断できるよ

うにするために，問題が分かりやすいか

たちで可視化するように心がけています」

（井原氏）。

　このため同クリニッ

クでは，画像処理技術

を取り入れた最新の解

析装置を，いち早く導

入している。その一つ

は，高温観察装置であ

る（図3）。内部を極めて

高い温度にできる小型

チャンバとカメラを組

み合わせた装置だ。部

品を実装したプリント

基板をチャンバ内に入

れて加熱することではんだが溶ける過程

や溶けた後の様子をカメラで観察でき

る。プリント基板や部品のはんだぬれ性

などを確認できる。「これまで肉眼で見る

ことができなかったはんだ槽内の現象を

高精度で再現し，撮影することができま

す」（井原氏）。

　従来のX線透視装置よりも，広いダイナ

ミック・レンジを備えたカラーX線透過装

置も，いち早く導入した。撮影できるX線

透過率の範囲が従来のX線透過装置よりも

広いので一段と複雑な構造を観察できる

ようになる（図4）。

　現在，導入に向けて性能を評価してい

るX線高速透視カメラの活躍にも期待して

いるという。同カメラを使うことによっ

て，極めて短い時間内で発生する現象を

透視しながら撮影できる。例えば，床に

激突する機器を撮影すると，機器の内部

が衝撃で破壊される過程をスローモー

ションの映像で見ることができる。「携帯

機器の落下衝撃試験の対策などに役立つ

でしょう」（井原氏）。同クリニック・ルー

ムでは管入りヒューズが過電流によって

溶断する瞬間なども撮影しながら，評価

を進めている（図5）。

　いまや高度な機能を備えた電子機器

が，人々の生活に広がっている。これと

ともに，電子機器の信頼性を確保するこ

とが，ますます重要になってきた。楠本

化成エタック事業部が展開する「信頼性ク

リニック」のサービスは，信頼性問題に取

り組む電子機器メーカーにとって心強い

味方といえよう。

図5●X線高速透視カメラで撮影したヒューズが溶断する瞬間

図2●錫Snウイスカの観察例 図3●(a)ハンダ槽内の現象を再現できる高温観察装置
        (b)高温観察装置によるはんだぬれ性評価の例

図4●カラーX線装置による観察例
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